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Oppgave 1
SiC forekommer i mange strukturvarianter (polytyper). I en variant har SiC sakalt sinkblende-
struktur, som kan tenkes fremkommet ved at to kongruente allsidig flatesentrerte kubiske gittere er
stilt parallelt inn i hverandre med en relativ forskyvning pa en kvart romdiagonal. Det ene gitteret
har ett Si-atom per identisk punkt; det andre gitteret har ett C-atom per identisk punkt.
a) Hvilken romgittertype har dette SiC-gitteret? Begrunn svaret.
b) Beregn strukturfaktoren for generelle verdier av indeksene hkl, uttrykt ved atomformfaktorene fs;
og fc for henholdsvis Si og C.
¢) Bestem eventuelle utslukmngsregler for dlffrakSJ on fra denne krystallen, og finn om noen
indekskombinasjoner gir systematisk sterke eller systematisk svake reflekser. Vi kan anta at
fo ~ 2,5-fc. ‘
d) Et komposittmateriale av Al og SiC undersokes i et transmisjonselektronmikroskop. Et omréde av
ren Al viser et diffraksjonsbilde med firetallig
symmetri som vist i den forminskede figuren.
Vektoren R =20 mm. Al er kubisk flatesentrert
(fcc) med gitterkonstant a = 4,0495 A.
Indiser bildet og finn kamerakonstanten.
Tegn opp bildet, og pafer indeksene for syv-atte
reflekser.

e) Med samme kamerakonstant som 1 d) observeres ogsa et diffraksjonsbilde av den tidligere

omtalte SiC-modifikasjonen (kfr forminsket

figur). Ry = 16,1 mm, R, = 41,6 mm og ¢ = 75°.

Indiser ogsé dette diffraksjonsbildet, finn

soneaksen og finn gitterparameteren for SiC.

2, Tegn opp ogsa dette bildet og pafer indeksene
for syv-atte reflekser.
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Oppgave 2
Svar pa 9 (fritt valgt) av felgende 12 deloppgaver:

a) Vis hvilke rotasjonsakser som er forenlige med translasjonsperiodisiteten i et krystallgitter.
b) Hvordan oppstar
1) Det kontinuerlige rontgenspektret?
2) Det karakteristiske rentgenspektret?
¢) Hvorfor har det kontinuerlige rentgenspektret en kortbalgegrense? Beregn kortbelge-
grensen for stralingen fra et rontgenrer med heoyspenning 50 kV.
Oppgitt (Betydningen av symbolene forutsettes kjent):
h=6,62210%Js my=09110""kg e=16107C ¢=310"ms' 1A=10"m
d) Utled absorpsjonsloven for rentgenstraling. Definer de sterrelsene som inngér. Definer
spesielt masseabsorpsjonskoeffisienten, og forklar hvordan den finnes for en blanding av
flere elementer. ' ’
e) Beskriv prinsippet for AFM (Atomic Force Microscopy), og nevn noen anvendelsesomrader.
f) Beskriv prinsippet for AES (Augerelektronspektroskopi), og nevn eksempler pa nytten av denne
teknikken. ‘
g) Beskriv prinsippet for Ramanspektroskopi, og nevn eksempler pa anvendelser.
h) De resiproke akselengdene for en krystall er bestemt til

G'1=0,12347",p7=0,1454",

a =B =90° y =81.2°
Beregn reelle akselengder og vinkler for krystallen.

i) Gjer rede for ssmmenhengen mellom Braggbetingelsen og Ewalds konstruksjon.

j) Beskriv en diffraksjonsmetode for undersokelse av pulverprover.

k) Beskriv et eksperimentelt oppsett for undersokelse av fibertekstur.

1) Angi de grafiske og de skrevne symbolene for symmetrielementene inversjonssentrum,
speilplan, totallig skrueakse og a-glideplan.

—

c

=0,16747" og de resiproke vinklene er






